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氏名山口賢-

近年の半導体産業の進歩により, VLSIの大規模化,高集積化,高性能化が進
み, VLSIのﾃｽﾄの費用が増大している.さらに,回路速度の高速化に伴い,ﾃ
ｽﾄの際に実際の回路の動作速度でﾃｽﾄを行なう実動作速度ﾃｽﾄが重要に
なってきている.ﾃｽﾄの費用の削減およびﾃｽﾄの質の向上を達成するため
に,ﾃｽﾄ系列生成と応答解析をVLSI上で行なう組込み自己ﾃｽﾄ法(Built ln
Self Test, BIST)が提案されている.しかし,これまでに提案されているBIST
方式では､ --ﾄﾞｳｪｱｵ-ﾊﾞ-ﾂﾄﾞが大きい､高い故障検出率を達成しにくい
など､実用上問題が残る｡
本論文ではこれらの問題点を解消するために､ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙのﾃﾞ-ﾀ

ﾊﾟｽに対して単-制御並行可検査性および時分割単-制御並行可検査性なるﾃｽ
ﾄ容易性を提案し､これらの可検査性に基づく組込み自己ﾃｽﾄ方式を提案して
いる｡これらの方式はｹﾞ-ﾄﾚﾍﾞﾙとﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙの2階層を利用した
BIST方式であり階層BIST方式と考えることができる｡提案手法では､高い故障検
出率､短いﾃｽﾄ実行時間を小さいﾊ-ﾄﾞｳｴｱｵ-ﾊﾞ--ﾂﾄﾞで達成できるこ
とが示されている｡さらに､組込みﾃｽﾄである故､実動作速度でﾃｽﾄ可能で
あるという長所がある｡
本論文は､ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙ回路を対象に､ﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽの単-制御並行可検

査性および時分割単-制御並行可検査性なるﾃｽﾄ容易性を提案し､それらﾃｽ
ﾄ容易性に基づく階層BIST方式のﾃｽﾄｱ-ｷﾃｸﾁﾔ設計法､ならびにｺﾝﾄ
ﾛ-ﾗを含めたﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙ全体のBIST方式の研究をまとめたものであ
り､序論及び結論を含め六つの章から成る｡
第1章では､本研究の目的と意義および背景について述べ､本論文の概説を

行っている｡

第2章では､組込み自己ﾃｽﾄの手法について概説している｡
第3章では､本研究で提案した種々の可検査性の諸定義を述べている｡
第4章では､単-制御並行可検査性を実現するためのﾃｽﾄ容易化設計法を提

案し､その有効性を実験を通して評価している｡
第5章では､時分割単-制御並行可検査性を実現するためのﾃｽﾄ容易化設計

法を提案し､その有効性を実験により評価している｡
最後に第6章で､以上の研究成果の結論を述べるとともに､今後の研究課題に

ついて述べている｡



山口賢-

論文審査結果の要旨

本論文は､大規模化､高集積化､高性能化により益々困難となっているVLSI

のﾃｽﾄに関する種々の問題を解決するために､階層BIST (組込み自己ﾃｽ

ﾄ)方式に基づく実動作速度でのﾃｽﾄが可能なﾃｽﾄ容易化設計法に関する

研究を行ったものである｡本論文の主な成果は以下に要約される｡

1.ﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽのﾃｽﾄ容易性として単-制御並行可検査

性を導入し､与えられたﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽを単-制御並行可検査とするﾃｽﾄ容

易化設計法を提案した｡この手法では､従来手法に比べて大幅にﾊ-ﾄﾞｳ

ｴｱｵ-ﾊﾞ--ﾂﾄﾞを削減することができ､ﾃｽﾄ実行時間も短縮するこ

とができる｡提案する手法の有効性を数種のべﾝﾁﾏ-ｸ回路による実験

によって評価した｡ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸの多くの回路において､従来手法より優

れた結果が得られた｡

2.上記の提案手法をさらに改善するために､時分割単-制御並行可検査性な

る新しいﾃｽﾄ容易性を導入し､与えられたﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽを時分割単-制御

並行可検査にするﾃｽﾄ容易化設計法を提案した｡この手法では､制御経

路や観測経路の条件を緩和することで故障検出率を低下させることなくﾊ

-ﾄﾞｳｴｱをさらに削減することができ､さらにﾃｽﾄ実行時間を考慮し

たﾃｽﾄｽｹｼﾞｭ-ﾘﾝｸﾞを行うことによりﾃｽﾄ実行時間の削減も可能

であることが示された｡

3.ﾃﾞ-ﾀﾊﾟｽが単-制御並行可検査および時分割単-制御並行可検査な場合

に､ｺﾝﾄﾛ-ﾗを含むﾚｼﾞｽﾀ転送ﾚﾍﾞﾙ回路全体に対して､それらの

可検査性に基づく組込み自己ﾃｽﾄ方式を実現するためのｱ-ｷﾃｸﾁﾔ

を提案した｡

以上のように､本論文は大規模高性能なVLSI回路のﾃｽﾄの問題を解決すべ

く､新しい階層BIST方式を提案している｡提案手法は､従来手法の多くの問題

点を解決しており､ VLSIのﾃｽﾄの分野において､学術上､実際上寄与すると

ころが少なくない｡したがって､本論文は博士(工学)の学位論文として価値

あるものと認める｡


